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Zusammenfassung von EP09 55549 

The unit (1 2) includes a field proximity sensor (16) mounted on a support dose to the 
transmittingfreceiving antenna (14) of the device (10); an amplitude correction circuit (18) for the signal 
detected by the sensor an impedance adaptation circuit (20) at the output (24) delivering the test signal 
(S1). 
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(54) Dispositif de mesure radiofrequence pour un banc de test industrtel 



(57) Un dispositif de mesure 12 pour le test des si- 
gnaux radioelectriques emis par un appareil de commu- 
nication 10 a transmission radio comporte un capteur 
de champ proche 16 place a proximite de I'antenne 14 
6mettrice/receptrice de I'appareil 10, un circuit de cor- 
rection d'amplitude 18 du signal detecte par le capteur 



16, et un circuit d'adaptation d'impedance 20 a la sortie 
delivrant le signal de test S1 . Le capteur 16 du type ma- 
gnetique ou electrique, n'est sensible qu*au champ pro- 
che emis par I'antenne 14, sans etre influence par des 
champs parasites de Penvironnement ext§rieur. L'ab- 
sencede contact galvaniqueavec I'appareil 10 sous test 
6vite tout risque de faux contact. 
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Description 

Domalne technique de I'invention 

[0001] [.'invention est relative a un dispositif de me- 
sure pour le test des signaux radioelectriques a haute 
frequence emis par un appareil de communication a 
transmission radio utilise dans le domaine des telecom- 
munications, de la telephonie mobile, et de la domoti- 
que. 

Etat de la technique 

[0002] Les applications grand public de ce type de 
materiels engendrent des grandes series de fabrication, 
necessitant en tin de cycle de production des bancs de 
test destines a verifier le bon fonctionnement des appa- 
reils. Les bancs de test font usage d'outillages soumis 
a un grand nombre de manoeuvres, avec comme con- 
sequence I'usure prematuree des pieces mobiles el des 
contacts de mesure- Les points de mesure servant a 
prelever les signaux a radiofrequence sont en effet ra- 
pidement affectes d'erreurs de mesure. Les signaux 
sont d'une maniere classique preleves au moyen de 
sondes ou pointes de mesure coaxiales. 
[0003] L'usage de ces contacts mecaniques presen- 
ted les inconvenients suivants : 

I'usure prematuree impose un remplacement regu- 
lier des pointes et contacts de test en fonction des 
cadences de fabrication, d'ou des frais supplemen- 
taires de maintenance et de controle; 

Tagencement coaxial des pointes ne permet pas de 
garantir la valeur de ('impedance de sortie, laquelle 
est fondamentale lors de mesures critiques dans 
les systemes de modulation de phase; 

le prelevement des signaux par des contacts me- 
caniques est impossible sur des appareils ayant 
une antenne integree : ou les points de mesure a 
radiofrequence sont inaccessibles. et ne disposant 
pas de connecteur externe du cote haute frequen- 
ce. 

[0004] La verification est alors limitee au test de la 
carte electronique par un systeme de mesure conduite, 
avec comme inconvenient la prevision d'un budget lie 
au remplacement frequent des pointes. La repetabilite 
du test reste cependant fortement alteree par I'usure 
progressive des contacts de mesure. 
[0005] Dans les documents JP 62 053524 et US-A- 
5619213, des coupleurs d'antennes sont lies a Pexploi- 
tation des emetteurs recepteurs radio mobiles. La fonc- 
tion essentielle de ces dispositrfs est la recherche de la 
plus faible perte d'insertion possible, de maniere a con- 
server les caracteristiques des emetteurs recepteurs. 
Le domaine d'application du dispositif de la presente de- 



mande se limite au seul test des equipements sur un 
banc de test traitant des forts volumes de production. II 
remplace une prise d'information RF conduite par une 
mesure en rayonne dans un environnement fortement 

5 metallique. Utilisation d'une antenne a la place d'un 
capteur a champ proche ne permettrait pas d'obtenir la 
precision souhaitee. En effet, une antenne est conside- 
ree comme etant un capteur de champ lointain, qui se- 
rait sensible aux champs parasites existant dans un en- 

10 vironnement metallique. Les pertes de transmission 
avec une antenne sont egalement superieures, et la 
bande de frequence reduite poserait des problemes de 
stabilite et d'ajustage. 

15 Objet de I'invention 

[0006] L'objet de invention consiste a realiser un dis- 
positif de mesure sans contact pour tester avec preci- 
sion les signaux radioelectriques emis par un appareil 
20 de communication a haute frequence, independam- 
ment de I'environnement exterieur. 
[0007] Le dispositif de mesure selon ['invention est 
caracterise en ce qu'il comporte : 

25 - un capteur de champ proche monte sur un support 
a proximite de I'antenne emettrice/receptrice de 
i'appareil, 

un circuit de correction d'amplitude du signal detec- 
ted par le capteur, 
30 - et un circuit d'adaptation d'impedance a la sortie de- 
livrant le signal de test. 

[0008] L'utilisation d'un capteur de champ proche, 
corrige en amplitude et adapt e en impedance a 50 

35 Ohms, permet de travailler dans un environnement for- 
tement metallique, tout en obtenant des mesures tres 
precises. Un tel systeme de mesure radiofrequence 
sans contact augmente la fiabilite et la precision du test, 
I'absence d'usure evitant les operations de remplace- 

40 ment qui etaient indispensables avec la technique de 
I'art anterieur. Les mesures radio sur les modulations 
numeriques imposent en effet une parfaite planeite de 
la reponse en frequence quitte a avoir des pertes de 
transmission importantes, lesquelles sont prises en 

45 compte lors de la calibration. 

[0009] Selon une caracteristique de I'invention, le 
capteur de champ proche est forme par un capteur ma- 
gnelique, notamment en forme de boucle a induction. 
Le capteur de champ proche peut egalement etre forme 

50 par un capteur electrique, notamment du type capacitif 
en ligne ou en surface. 

[0010] Selon une autre caracteristique de I'invention, 
le circuit de correction d'amplitude est constitue par un 
reseau passrl non resistif comprenant des circuits ele- 
55 mentaires LC agences entre le capteur et la sortie. Le 
circuit d'adaptation d'impedance comprend un reseau 
passrf de cellules a composants resistifs ou non resis- 
tifs, insere entre le circuit de correction d'amplitude et 



2 



<EP 0955649A1_I_> 



3 



EP 0 955 549 A1 



4 



ta sortie. 

[0011] Un tel dispositif de mesure sans contact par 
capteur de champ proche est particulierement adapte 
pour equiper un banc de test industriel. Le capteur n'est 
sensible qu'au champ electrique proche de Pantenne de 
Pappareil, sans aucune influence de champs parasites 
en provenance du chassis metallique et du cablage 
electrique des sondes et des pointes de test a basse 
frequence. 

[001 2] D'autres avantages et caracteristiques ressor- 
tiront plus clairement de la description qui va suivre d'un 
mode de realisation de Pinvention, donne a titre d'exem- 
pie non limitatif et represente aux dessins annexes, 
dans lesquels: 

la figure 1 est une vue synoptique du dispositif de 
mesure sans contact selon I'invention; 

la figure montre une vue en elevation d'un appareil 
a tester place a proximite du disposilif de mesure 
sans contact: 

la figure 3 represente une vue de prof il de la figure 2; 

la figure 4 est une vue schematique en perspective 
d'un banc de test industriel equips du dispositif de 
mesure sans contact selon I'invention. 

[001 3] Sur les figures 1 a 3, un appareil de communi- 
cation 10 a transmission radioelectrique a haute fre- 
quence, utilise dans le domaine des telecommunica- 
tions, de la telephonie mobile, ou de la domotique. est 
teste au moyen d'un dispositif de mesure radiofrequen- 
ce 1 2 sans contact, dispose a proximite de I'antenne 1 4 
rayonnante de I'appareil 10 a tester. 
[0014] Le dispositif de mesure 12 de I'information a 
radiofrequence comporte un capteur de champ proche 
16 connecte a un circuit de correction d'amplitude 18, 
et a un circuit d'adaptation d'impedance 20 a 50 Ohms. 
Le capteur 16 est monte sur un support mecanique 22 
s'etendant parallelement et a faible distance le long de 
Pantenne 14 emettrice/receptrice. Le signal de test S1 
est preleve sur une sortie coaxiale 24 du capteur 16 
apres adaptation de Pimpedance, et est transmis vers 
Instrumentation grace a un cable 26 branche a un con- 
necteur 28. 

[0015] En fonction des frequences de travail de Pap- 
pareil de communication 10, et de la nature de son an- 
tenne 14 rayonnante ( fouet, boucle,....), le capteur de 
champ proche 16 peut etre sort magn^tique en forme 
de boucle a induction, soit Electrique du type capacitif 
en ligne ou surface. Dans Pexemple des figures 2 et 3, 
Pantenne 14 de Pappareil 10 est formeo par un fouet a 
quart d'onde, et la prise d'information a radiofrequence 
est operee au moyen d'un capteur 16 en ligne destine 
a la detection du champ electrique proche engendrg par 
Pantenne 14 lors de Pemission radioelectrique. 
[001 6] L'incidence de la nature de Pantenne 1 4 sur les 



caracteristiques du signal de test S1 est nulle suite a 
('adaptation d'impedance integree. Les pedes de trans- 
mission lors de la prise d'information du dispositif de me- 
sure 12 restent inferieures & 15 dB grace a Pimpedance 

s de sortie de 50 Ohms. 

[0017] Le circuit de correction d'amplitude 18 est for- 
me par un reseau passif non resistif, par exemple a cir- 
cuits elementaires LC, destine a^engendrer une reponse 
inverse du signal en provenance du capteur 16 pour rea- 

io |jser ladite correction du signal de test SI. Le circuit 
d'adaptation d'impedance 20 est constitue par un re- 
seau passif de cellules a composants resistifs ou non 
resistifs. 

[0018] Le test des caracteristiques d'emission radioe- 
15 lectrique de Pappareil 10 s'effectue de la maniere 
suivante : 

[0019] Apres la mise en service de Pappareil 10 en 
mode d'emission, le capteur de champ proche 16 est 
positionne a proximite de Pantenne 14 pour capter les 

20 signaux a radiofrequence rayonnes par I'anlenne 14. Le 
capteur 16 n'est sensible qu'au champ proche emis par 
Pantenne 14, sans etre influence par des champs para- 
sites de Penvironnement exterieur. L'absence de con- 
tact galvanique avec I'appareil 10 sous test evite tout 

2S risque de faux contact. La liaison radioelectrique pour 
le prelevement du signal de test S1 evite d'autre part 
tout contact mecanique avec Pappareil 1 0, et permet un 
captage f iable des signaux rayonnes sans usure du cap- 
teur 16. L'impedance est adaptee automatiquement a 

30 la sortie 24 par le circuit d'adaptation 20, et est figee 
independamment des conditions de mesure. 
[0020] Une telle mesure radiofrequence sans contact 
est particulierement adaptee pour une production en 
grande serie des appareils 10. Le test peut etre opere 

35 directement en fin de cycle de fabrication, sans neces- 
siter d'interruption de la production pour la maintenance 
de la prise d'information a radiofrequence. L'absence 
d'usuredu capteur 16 permet des mesurestres precises 
du signal de test St a ±1 dB. 

40 [0021] La figure 4 montre un exemple d'application du 
dispositif de mesure 12 a un banc de test 30 industriel. 
[0022] L'appareil 10 a tester, par exemple un telepho- 
ne mobile, est pose a plat sur une platine 32 metallique 
du chassis 34, avec son antenne 14 orientee laterale- 

45 ment du cote du capteur de champ proche 16 du dispo- 
sitif de mesure 12. Le banc de test 30 est equipe d'un 
premier connecteur 36 a pointes pour Palimentation de 
Pappareil 10, el d'un deuxieme connecteur 38 de prise 
d'information a basse frequence destines a cooperer 

so avec des bornes correspondantes de Pappareil 10. Le 
capteur 16 n'est sensible qu'au champ electrique pro-, 
che de Pantenne 14, sans aucune influence de champs 
parasites en provenance du chassis 34 metallique et du 
cablage electrique des sondes et des pointes de test a 

55 basse frequence au niveau des connecteurs 36, 38. 
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Revendications 



1. Dispositif de mesure (12) pour le test des signaux 
radioelectriques a haute frequence emis par un ap- 
pareil de communication (10) a transmission radio s 
utilise dans le domaine des telecommunications, de 

la telephonie mobile, et de la domotique, 
caracterise en ce qu'il comporte : 

un capteur de champ proche (1 6) monte sur un to 
support (22) a proximite de I'antenne (1 4) emet- 
trice/receptrice de I'appareil (10), 
un circuit de correction d'amplitude (18) du si- 
gnal detecte par le capteur (16), 
et un circuit d'adaptation d'impedance (20) a la ts 
sortie (24) delivrant le signal de test (S1). 

2. Dispositil de mesure selon la revendication 1 , ca- 
racterise en ce que le capteur de champ proche (16) 

est forme par un capteur magnelique, nolamment so 
en forme de boucle a induction. 

3. Dispositif de mesure selon la revendication 1 , ca- 
racterise en ce que le capteur de champ proche (16) 

est forme par un capteur electrique, notamment du 25 
type capacitif en ligne ou en surface. 

4. Dispositif de mesure selon la revendication 1 , ca- 
racterise en ce que le circuit de correction d'ampli- 
tude (18) est constitue par un reseau passif non re- 30 
sistif comprenant des circuits elementaires LC 
agences entre le capteur (16), et la sortie (24). 

5. Dispositif de mesure selon la revendication 1, ca- 
racterise en ce que le circuit d'adaptation d'impe- 35 
dance (20) comprend un reseau passif de cellules 

a composants resistifs ou non resist if s, insere entre 
le circuit de correction d'amplitude (18) et la sortie 
(24). 



6. Dispositif de mesure selon la revendication 1 ou 5, 
caracterise en ce que le signal de test (S1 ) est pre- 
leve a la sortie (24) du dispositif de mesure (12) au 
moyen d'un connecteur (28) a acces 50 Ohms. 

7. Banc de test industriel ( 30) pour le test d'appareils 
de communication en fin de cycle de fabrication, ca- 
racterise en ce qu'il est equipe d'un dispositif de me- 
sure (12) selon Tune des revendications 1 a 6. 
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